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摘要(译)

提供了一种用于超声探头的附件，超声探头，超声检查设备和超声检查
方法。超声波探头的附件包括设置在超声波探头的收发器上的声学匹配
元件，并且当超声波探头扫描检查目标的表面时，基于检查目标的表面
变形。介质供应器，其设置在声学匹配元件附近，并且被配置为基于声
学匹配元件的变形在检查目标和声学匹配元件之间提供介质;以及配置为
将声匹配元件和介质供应器固定到超声探头的主体。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e0ba27f7-b0f9-4ec0-a7c6-33982cf44008
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055801170/publication/EP3202326A4?q=EP3202326A4

